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1. 研究背景 

ルチル構造（AO₂）は、正方晶で金属イオン

AがO₆八面体に囲まれている構造である。ト

リルチル構造（AB₂O₆）はルチル構造におい

て金属イオンA,Bがc軸方向にA–B–Bと配列し

た構造である。 

CrTa₂O₆はトリルチル構造をとることが知

られており、逆帯磁率はキュリー・ワイス則

に従い、キュリー定数はs=2であるCr²⁺に近

い値を示すことが報告されている。このとき、

Cr²⁺の電子配置は3d⁴であり、二重縮退した

eg軌道に1電子が入るため、ヤーン・テラー効

果が生じる可能性が示唆されている[1]。 

本研究ではCrTa₂O₆における3d⁴電子配置に

起因する物性の解明を目的とした。 

 

2. 実験方法 

原料にはCr₂O₃、Ta₂O₅、Taを用い、化学量

論比で秤量・混合後、ペレット成形し、真空

封入した石英管中で1050℃、24時間焼成した。

またX線回折で試料評価し、磁化率、歪、低

温粉末X線回折の測定を行った。 

 

3. 実験結果と考察  

CrTa₂O₆の逆帯磁率の温度依存性を図1に示

す。キュリー定数は、200K以上ではs=2に近

く、200K以下ではs=3/2に近いことが分かり、

200K付近でCr2+からCr3+に変化していること

が示唆される。 

CrTa₂O₆の歪の温度依存性を図2に示す。200 

K付近で歪が変化し、ヒステリシスが存在す

るため、構造相転移の可能性が示唆される。 

低温粉末X線回折から求めたCrTa₂O₆の格子

定数の温度依存性を図3に示す。200 K以下で

a軸は約1%、c軸は約3%減少し、格子全体が収

縮していることが分かった。 

以上のことから、CrTa₂O₆では温度を下げる

と200K付近でCr²⁺→Cr³⁺、Ta5+→Ta4.5+という

電荷移動が起こり、Crのイオン半径が小さく

なることで格子全体が収縮するという構造

相転移が生じていると考えられる。 
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図1 CrTa₂O₆の逆帯磁率の温度依存性 

 
図2 CrTa₂O₆の歪の温度依存性 

 
 

図3 CrTa₂O₆の格子定数の温度依存性 


